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CHARACTERISATION

» AFM
» X-ray diffraction
» Electron microscope

» Profilometer
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https://www.gemac.uvsq.fr/afm
https://www.gemac.uvsq.fr/x-ray-diffraction
https://www.gemac.uvsq.fr/electron-microscope
https://www.gemac.uvsq.fr/profilometer
https://www.gemac.uvsq.fr/
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